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Nel settore della diagnosi di guasto di circuitialmgici, 'Unita’ di Ricerca di Firenze si
interessa di problematiche relative all’individuae di guasti parametrici.

Le tecniche di diagnosi di tipo parametrico hanome obiettivo la determinazione dei valori
effettivi dei parametri circuitali. A tale scopodircuito viene descritto da un sistema di equaznam
lineari rispetto al valore dei componenti, che weiensolto supponendo noti i valori nominali dei
parametri e una serie di misure effettuate su upoxipno insieme di test point precedentemente
selezionati. Le incognite sono costituite dai viaédfettivi dei componenti circuitali, mentre le soire
sono, in genere, nel dominio della frequenza.

Ultimamente e’ stato affrontato il problema delizlta delle frequenze in corrispondenza delle
quali effettuare le misure. Infatti, con una sceafportuna di queste frequenze, e’ possibile relurr
I'influenza delle tolleranze dei componenti e deggliori di misura sul valore dei parametri deteriin
risolvendo il sistema che descrive il circuito imaéisi. Sono state sviluppate tecniche per
I'individuazione ottimale delle frequenze di te&t P] e per la selezione automatica del grupponotti
di componenti testabili [3]. Queste tecniche somsdbe sullimpiego della scomposizione a valori
singolari della matrice sensibilita’ del circuitmalizzato con tecniche di tipo simbolico, e soipiego
di algoritmi genetici nella fase di ottimizzazione.

Il problema della diagnosi di guasto di tipo par&iine puo’ essere affrontato anche senza
risolvere direttamente il sistema non lineare clappresenta il circuito, usando reti neurali.
Recentemente sono state applicate reti feedforwauttistrato per la localizzazione di guasti
parametrici in circuiti analogici, considerando @insieme di apprendimento il segnale temporale
proveniente da opportuni punti di misura disloaati circuito, campionato nel dominio del tempo. Le
informazioni necessarie per il dimensionamentopdeametri caratteristici della rete neurale sfngta
risultati provenienti dalla valutazione della tésliga’ e dalla determinazione dei gruppi di ambigu
associati alle equazioni di diagnosi di guastotirdaai punti di misura del circuito in esame. Qees
due informazioni sono di importanza fondamentaletpite le tecniche di diagnosi di guasto [4, Ht n
caso di impiego di reti neurali esse contribuiscardeterminare la struttura della rete in modowdaea
massima rappresentativita degli elementi circugathassima circoscrizione delle situazioni di goast
Le informazioni di testabilita risultano anche resaie per la determinazione dell’insieme di
apprendimento piu’ opportuno per la rete neuraldatii, vengono selezionati i campioni di
apprendimento relativi a variazioni di parametricgitali che producono variazioni distinguibili del
segnale temporale prelevato nei punti di misuracoleliito [6-8].

Recentemente, I'Unita di Ricerca di Firenze haiat@ ad occuparsi del problema del design
centering di circuiti analogici.

Come noto, i valori dei parametri di progetto diaircuito analogico sono soggetti a variazioni
a causa delle tolleranze di fabbricazione. Questoporta una deviazione del comportamento del
circuito dalle specifiche. 1l problema del desigmtering consiste nel selezionare i valori nomidali



parametri circuitali in modo che il comportamentd dircuito soddisfi con la massima probabilita le
specifiche. In altre parole, lo scopo del designteeng € di assicurare che la resa di produzidéae s
massimizzata. Le tecniche finora presentate irerira a questo riguardo sono basate su un gran
numero di simulazioni circuitali. E possibile velrmare e semplificare I'operazione di design centgr
avvalendosi di tecniche di analisi simbolica, chasentono di effettuare una sola volta la simulazio
del circuito in esame. | risultati finora ottenuthostrano come [l'analisi simbolica consenta
un’individuazione ottimale del valore dei paraméirprogetto in tempi molto brevi [9-11] e cost#oa

un valido mezzo per la rappresentazione della negib accettabilita [12].
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